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Inventia se refera la un microscop stereoscopic cu laser, care sa indeplineasca
functiile unui microscop (observare si masurare) si care in acelagi timp sa fie un instrument
complex de operare cu precizie, destinat curatarii cu ajutorul radiatiei laser a obiectelor de
artd 2D, prin indepartarea straturilor superioare nedorite, deteriorate.

Un exemplu de microscop cu laser este prezentat in cererea de brevet
JP 2005227541 A (Arai Kenichi, 2005), care prezinta si un sistem de control al scanarii, cu
scurtarea timpului necesar pentru obtinerea unei probe si mentinerea calitatii imaginii pentru
intreaga proba. O platforma poate fi comandata sa se miste pe directia axei optice a lentilei
obiectivului, astfel incét s& se realizeze o variatie a distantei intre proba montata pe
platforma si lentila obiectivului, folosind o prima valoare a vitezei de deplasare. Un dispozitiv
de conversie fotoelectrica detecteaza cantitatea de lumina care vine de la lentila obiectivului,
atunci cand proba este iradiatd cu lumina laser. O unitate de scanare in doua dimensiuni
scaneaza proba iluminata cu radiatia laser. Un computer controleaza sistemul de comanda
al platformei in functie de cantitatea predeterminata de lumina, de o valoare mai mica sau
mai mare, astfel incat sa reduca si sa varieze distanta intre proba si lentila obiectivului. A
doua valoare a vitezei este mai mica decéat prima si produce o imagine stereoscopica a
probei, bazata pe cantitatea de lumina detectata de convertorul fotoelectric la a doua valoare
a vitezei.

Un exemplu de marcare a punctului de lucru si calibrare a spotului laser intr-un
microscop folosit in chirurgia oftalmologica este prezentat in cererea de brevet
US 2005215986 A1 (Chermiak D., 2005). Sistemul se foloseste pentru operatii pe cornee
si cuprinde camera microscopului oftalmologic, ca dispozitiv de captare a imaginilor,
orientatad spre un obiect cunoscut, reprezentat de o placa de sticld cu un strat depus de
crom, de forma circulara. Cu ajutorul laserului folosit in chirurgie, se executd o urma, de
asemenea circulara, pe obiectul cunoscut si se vizualizeazd cu camera microscopului,
memorandu-se imaginea obtinuta. Apoi, se face, cu ajutorul laserului, o urma, de asemenea
circulara, pe o suprafata de calibrat, care poate fi un material fotosensibil, un material
luminiscent sau un material fotografic.

Laserul poate fi pulsat, pe lungimea de unda de 193 nm, dar poate fi i in domeniul
IR. Un procesor cuplat cu camera microscopului calibreazd spotul laser, efectuand
compararea intre urma lasatd pe obiectul cunoscut si urma (vizualizatd de camera si
memorata) lasata de spotul laser pe suprafata de calibrare.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia este imbunatatirea sistemelor de
microscopie cu laser, folosite in curatarea 2D a obiectelor de arta.

Microscopul cu laser, conform inventiei, este compus dintr-o parte de observare
(microscopul stereoscopic), o parte de iluminare a zonei de lucru (o0 lampa cu fanta), un laser
cu mediu activ solid YAG:Nd in regim Q-swiched, un sistem optic de adaptare a laserului cu
mediu activ solid YAG:Nd la stereomicroscop $i un sistem de marcare cu precizie a punctului
de lucru al spotului laser, comandat in planul obiect. Planul obiect este identic cu planul de
lucru.

Prin aplicarea inventiei conform cererii de brevet, se obtin urmatoarele avantaje:

- inventia se remarca prin faptul ca este un microscop cu laser pentru curatarea
obiectelor de arta 2D, ce poate fi utilizat atat in laboratoare, cat si in situ,

- inventia se remarca prin versatilitate superioara a regimului laser de lucru, avand
numeroase facilitati de reglare si care ofera utilizatorului o gama larga de regimuri de lucru;

- inventia asigura posibilitatea urmaririi continue sub microscop a suprafetei pe care
se aplica curatarea cu laser,

- inventia asigura operatii de curatare cu laser de mare precizie in plan vertical pe
hartie, textile, obiecte metalice, obiecte din piatra, ceramica si lemn;
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- inventia asigura operatii de curatare cu laser de mare precizie in plan vertical a
obiectelor monocrome si policrome;

- inventia asiguré metoda de marcare optica cu precizie a punctului de operare din
planul obiect;

- inventia asigura posibilitatea captarii imaginii din campul vizual si transmiterea
acesteia in afara microscopului catre sisteme electronice de captare/stocare/prelucrare a
imaginilor.

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig. 1 si 2,
care prezinta:

- fig. 1, schema optica a microscopului cu laser pentru curatarea obiectelor de arta
2D;

- fig. 2, schema imaginilor de incadrare ale sistemului de marcare.

Inventia de fata rezolva posibilitatea utilizarii operatiilor de curatare cu laser a
obiectelor 2D, cu precizia de observare oferitd de microscopul steroscopic (3x, 6x, 12x, 30x,
50x) si cu precizia de operare a fasciculului laser focalizat (¢ = 50 um). Microscopul este
prevazut cu un laser cu mediu activ solid YAG:Nd in regim de lucru Q-swiched L. Raza
emisa de laserul L, avand urmatoarele caracteristici: diametrul de 4 mm si divergenta de 4
mrad, este deviata catre un sistem de colimare LG, prin intermediul unei prisme P. Fasciculul
deviat este colimat cu precizie prin expandare cu ajutorul lunetei de colimare LG de tip
Galilei inversata, cu un grosisment de 13x, care are un sistem mecanic de reglaj al distantei
dintre sistemul optic divergent (ocularul lunetei) si sistemul optic convergent (obiectivul
lunetei), in vederea obtinerii unei variatii continue a spotului de lucru. Fasciculul rezultat este
proiectat catre obiectivul de focalizare Ob1, cu ajutorul unei oglinzi transparente, cu
reflectantd totald pentru lungimea de unda a radiatiei laser (1064 nm) Og1. Obiectivul
focalizeaza fasciculul laser in planul focal T, identic cu cel de observare (planul obiect) al
microscopului si conjugat cu cel imagine in raport cu microscopul. De asemenea, inventia
asigura posibilitatea captarii imaginii din campul vizual atat prin intermediul unei oglinzi Og2
si al unui obiectiv adaptor OBa, si transmiterea acesteia in afara microscopului catre sistemul
electronic de captare/stocare/prelucrare a imaginilor CCD, céat si prin vizualizare directa
printr-o lentila de camp Lc si un ocular Oc.

Cea de-a doua problema tehnicé pe care o rezolva aceasta inventie consta in
marcarea punctului de lucru al spotului laser comandat in planul obiect al microscopului,
printr-un sistem ce se utilizeazd impreuna cu microscopul cu laser pentru curatarea
obiectelor de artéd 2D si care se bazeaza pe proiectia unor elemente reticulare de incadrare
circulare prin suprapunere, cu ajutorul fasciculelor emise de doua diode laser.

Sistemul de marcare a punctului de lucru al spotului laser comandat in planul obiect
al microscopului, conform inventiei, este alcatuit din doud subsisteme optice M1 si M2,
identice, dispuse coplanar, simetric in raport cu axa microscopului. Subsistemul M1 este
alcatuit dintr-o dioda laser DLr, care emite o radiatie laser de culoare rosie catre un obiectiv
de tip dublet lipit Ob2, prin intermediul unui condensor C, format din doua lentile plan
convexe de distanta focala mica, care are rolul de a colecta fasciculul luminos divergent emis
de dioda laser DLr si a-| concentra in vecinatatea reticulului R cu forma circulara, care este
proiectat optic in planul obiect T al microscopului, cu rol de a marca punctul de lucru al
spotului laser comandat.

Subsistemul M2 este alcatuit dintr-o dioda laser DLv, care emite o radiatie laser de
culoare verde catre un obiectiv de tip dublet lipit Ob2, prin intermediul unui condensor C,
format din doua lentile plan convexe de distanta focala mica, care are rolul de a colecta
fasciculul luminos divergent emis de dioda laser DLv si a-l concentra in vecinatatea
reticulului R cu forma circulara, care este proiectat optic in planul obiect T al microscopului,
cu rol de a marca punctul de lucru al spotului laser comandat.
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Sistemul de marcare, conform inventiei, realizeaza fixarea punctului de lucru al
spotului laser comandat in planul obiect T al microscopului, printr-un marcaj de culoare
galbena RGa, ce se obtine prin suprapunereaimaginilor create de cele doua reticule R, dupa
cum urmeaza:

- Detaliul a prezinta imaginea de culoare rosie RRo, proiectata de sistemul de
marcare M1 in cdmpul obiect, in raport cu centrul imaginii din cdmpul vizual al microscopului.

- Detaliul b prezintd imaginea de culoare verde RVe, proiectatd de sistemul de
marcare M2 in cAmpul obiect, in raport cu centrul imaginii din cAmpul vizual al microscopului.

- Detaliul ¢ prezinta imaginea celor doua reticule din campul vizual, in cazul focalizarii
intr-un plan anterior celui corect.

- Detaliul d prezintad imaginea de culoare galbenad RGa a celor doua reticule din
campul vizual, in cazul focalizarii corecte.

- Detaliul e prezinta imaginea celor doua reticule din cdmpul vizual, in cazul focalizarii
intr-un plan posterior celui corect.
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Revendicari

1. Microscop cu laser pentru curatarea obiectelor de arta 2D, caracterizat prin aceea
ca este prevazut cu unlaser (L) cu mediu activ solid YAG:Nd in regim Q-swiched, care emite
o raza laser cu diametrul de 4 mm si divergenta 4 mrad, care este deviata de o prisma (P)
catre un sistem de colimare (LC) de tip luneta Galilei, inversata, cu grosismentul 13x, care
o colimeaza prin expandare, si apoi este trimisa catre un obiectiv (Ob1) ce focalizeaza
fasciculul laser intr-un plan focal (T) identic cu cel de observare al microscopului si conjugat
cu cel imagine in raport cu microscopul, prin intermediul unei oglinzi (Og1) cu reflectanta
totald pentru lungimea de unda de lucru de 1064 nm, astfel incat captarea imaginii din
campul vizual se face atat prin intermediul unei oglinzi (Og2) si al unui obiectiv adaptor
(OBa), care transmite imaginea in afara microscopului catre sistemul electronic de
captare/stocare/prelucrare a imaginilor (CCD), cét si prin vizualizare directa printr-o lentila
de camp (Lc) si un ocular (Oc), microscopul fiind prevazut cu un sistem de marcare a
punctului de lucru al spotului comandat in planul obiect al microscopului.

2. Microscop cu laser, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca este
prevazut cu un sistem de marcare a punctului de lucru al spotului comandat in planul obiect
al microscopului alcatuit din doua subsisteme optice (M1 si M2) identice, dispuse coplanar,
simetric in raport cu axa microscopului, subsistemul (M1) fiind alcatuit dintr-o dioda laser
(DLr) care emite o radiatie laser de culoare rogie catre un obiectiv de tip dublet lipit (Ob2),
prin intermediul unui condensor (C) format din doua lentile plan convexe de distanta focala
mica, care are rolul de a colecta fasciculul luminos divergent emis de dioda laser (DLr) si a-I
concentra in vecinatatea reticulului (R) cu forma circulara, care este proiectat optic in planul
obiect (T) al microscopului, cu rol de a marca punctul de lucru al spotului laser comandat,
iar subsistemul (M2) este alcatuit dintr-o dioda laser (DLv) care emite o radiatie laser de
culoare verde catre un obiectiv de tip dublet lipit (Ob2), prin intermediul unui condensor (C)
format din doua lentile plan convexe de distanta focala mica, care are rolul de a colecta
fasciculul luminos divergent emis de dioda laser (DLv) si a-l concentra in vecinatatea
reticulului (R) cu forma circulara, care este proiectat optic in planul obiect (T) al micro-
scopului, cu rol de a marca punctul de lucru al spotului laser comandat.
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